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 提案するテストデザインパターンはリスクベースドテストの 3 つの狙いどころに対応した使用頻度
パターン、バグ存在パターン、影響度パターンの３つである。それぞれのパターンはパターンの狙い
どころ、テスト分析・設計モデル上におけるテスト観点と優先度付けを行うためのメタテスト観点の
構造からなるパターンモデル、パターンモデル作成のための構造化手順、構造化後のテスト分析・設
計モデル品質向上のためのリファクタリング手順から構成される。 
パターンの利用例として、仮想の仕様書に対するテスト分析・設計モデルに対し、提案するパター
ンを適用することで、テスト観点に対し、優先度づけを行うことが出来、その結果に基づいて、テス
ト手順書であるテストケースに優先度付けを行うことが出来、この優先度に基づくことで、必要に応
じてテストに掛ける作業量を減らすことが可能となることを示した。 
 
 
 
